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   Ｈ０１Ｍ   2/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ    2/16     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｍ    2/16     　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｍ    2/16     　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月26日(2016.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明において、無機顔料の組成は、作製されたセパレータの断面において観察される
顔料粒子表面及び断面を、Ｘ線光電子分光法及び走査型電子顕微鏡に備えられたエネルギ
ー分散型Ｘ線分析装置により分析することによって調べることができる。本発明において
、「顔料粒子表面が水酸化マグネシウムからなる」とは、Ｘ線光電子分光法により求めら
れる酸素原子：マグネシウム原子の原子数比が１．８～２．１であることを言う。また、
「顔料粒子内部が酸化マグネシウムを主体としてなる」とは、エネルギー分散型Ｘ線分析
装置により求められる酸素原子：マグネシウム原子の原子数比が０．９～１．６であるこ
とを言う。Ｘ線光電子分光法は、試料の表面から数ｎｍの領域における原子組成が測定さ
れるのに対し、エネルギー分散型Ｘ線分析装置は、試料の表面から１μｍ程度の領域にお
ける原子組成が測定されるため、両者を併用することによって、顔料粒子の表面及び内部
それぞれの原子組成を測定することができる。酸化マグネシウム及び水酸化マグネシウム
において、量論的には、酸素原子：マグネシウム原子の原子数比が１．０を下回ることや
、２．０を超えることは無いが、これら測定方法による分析結果は、５％程度の誤差を含
むことがあるため、０．９と言った低い原子数比や、２．１と言った高い原子数比が観測
される場合がある。
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